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03月01日起施行。
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电子探针分析仪检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的电子探针分析仪 (以下简称电子探针)的

检定,也适用于配有波谱仪具有元素分析功能的扫描电子显微镜的检定。

一 概  述

电子探针主要用于测定固体样品中微小区域内原子序数从5号 (硼)至92号 (铀)
元素的种类和含量,同时可以用于分析样品表面的形貌。其原理是:用细聚焦一定能量

的电子束轰击样品,样品在电子的作用下产生X射线、二次电子等信息。用波谱仪将

X射线按波长进行分散,并测定特征X射线的强度。根据特征X射线的波长确定元素

的种类;根据特征X射线的强度进行修正计算,确定元素的含量。用二次电子成像分

析表面形貌。
电子探针主要由电子光学系统、X射线色散系统、信号接收放大和显示系统、计算

机系统、真空系统、供电系统等部分组成。

二 技 术 要 求

电子探针按其性能分为一级、二级、三级。

1 外观

标明仪器名称、型号、制造单位、出厂日期、出厂编号等;面板上的标记清晰;部

件装配牢固;导线连接可靠;无影响计量性能的损伤;操作自如,运转正常。

2 放大倍数示值误差

一级不超过±5%;二级不超过±10%;三级不超过±20%。

3 二次电子像分辨力

一级不大于10nm;二级不大于20nm;三级不大于50nm。

4 探针束流稳定度

一级不大于3×10-3;二级不大于5×10-3;三级不大于10×10-3。

5 束斑位置稳定度

一级不大于0.5μm;二级不大于1μm;三级不大于2μm。

6 样品台重复性

一级不超过1μm;二级不超过2μm;三级不超过5μm。

7 X射线强度重复性

一级不大于1%;二级不大于2%;三级不大于4%。

8 合金定量分析误差

一级不超过±1.5%;二级不超过±3%;三级不超过±6%。
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